CENNIK UStUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTEPU DO INRASTRUKTURY WCZT
OFERTA SPECJALNA WAZNA DO OGLOSZENIA NOWEGO CENNIKA

Ceny netto

Sekcja A: Analityka chemiczna

Nr Pomiar cena za analize cena za godz.
Al Analiza ESI/APCI-MS lub ESI/APCI- 140 zt.
MS/MS (QTOF)
A2 Analiza LC-MS lub LC-MS/MS (QTOF) 250 zt.
A3 Analiza ilosciowa LC-MS lub LC-MS/MS 250 zt.
(QTRAP, pomiar w trybie MRM, EPI,
MRM3)**
A4 Analiza jakosciowa/ilo$ciowa metoda 150 zt. za godzine pracy
HPLC** analityka
A5 Analiza widm MS, MS/MS, analiza IDA, 150 zt. za godzine pracy
analiza SWATH, opracowanie metody analityka
ilosciowej
A6 Analiza jakosciowa GC-MS/MS (do 10 140 zt.
zwigzkdéw w prébce oraz porédwnanie z
bibliotekg NIST) Powyzej 10 zwigzkow
—wycena indywidualna
A7 Analiza ilosciowa GC-MS/MS 150 zt. za godzine pracy analityka
A8 Pomiar MALDI TOF/TOF 140 zt.
A9 Widmo FT-IR (KBr) 80 zt.
A10 Widmo FT-IR (ATR) 70 zt.
A1l Widmo VCD 50 zt.
A12 Analiza elementarna (NCH) 120 zt. (200 zt.)*
A13 Analiza elementarna (NCHS) 150 zt. (200 zt.)*
A14 Analiza elementarna (O) 120 zt. (200 zt.)*
A15 Analiza technikg ICP-MS —metoda 250 2t
potilosciowa (, Total Quant”) ’
A16 Analiza ilosciowa technikg ICP-MS 150 2t
1 préba 1-5 pierwiastkow )
Al17 Analiza ilosciowa technikg ICP-MS 200 2t
1 préba 6-10 pierwiastkéw '
A18 Analiza ilosciowa technikg ICP-MS
, . . N . 250 zt.
1 préba — powyzej 10 pierwiastkow
A19 Mineralizacja probki dla ICP-MS 150 zt.
A20 Chromatograf GPC 100 zt.
A21 Przygotowanie probki dla analiz MS i
.. 20 zt.
spektroskopii
A22 Mikronawazka 20 zt.
A23 Analiza ilosciowa ICP-OES 130 7
1 prébka 1-5 pierwiastkow ;
A24 Analiza ilosciowa technika ICP-OES 170 7
1 préba 6-10 pierwiastkéw '
A25 Analiza ilosciowa technika ICP-OES 250 21,

1 préba — powyzej 10 pierwiastkow

*Dla prébek zawierajgcych fluor

** Jesli nie posiadamy odpowiedniego wzorca kwota zostanie zwiekszona o koszt jego zakupu




Sekcja B: Pracownia NMR

Nr Pomiar Cena
Widma w roztworze 400 MHz 600 MHz

B1 Widmo protonowe *H (do 32 skanéw) 50 zt. 100 zt.
wieksza ilo$¢ skandw — wycena indywidualna

B2 Widmo weglowe 3C (do 1024 skandw) 80 zt. 160 zt.
wieksza ilos¢ skanéw — wycena indywidualna

B3 Widmo *°F, 3P, 1B (do 256 skandw) 50 zt. 100 zt.
wieksza ilo$¢ skandw — wycena indywidualna

B4 Widma niestandardowe (np. pomiary temperaturowe) 300zt./h 480 zt./h

B5 Przygotowanie prébki 30zt. + koszt rozpuszczalnika

B6 Widma 2D (COSY, NOESY itp.) do jednej godziny 80 zt. 160 zt.
Dtuzsza akwizycja — wycena indywidualna

B7 Widmo %Si (do 256 skanéw) 90 zt. 180 zt.

wieksza ilo$¢ skandw — wycena indywidualna

Widma CP MAS:

B8 widmo 3¢, N, °si, 31p 1200 zt.
Ceny rozpuszczalnikéw deuterowanych uzywanych w pracowni NMR (na jedno widmo, ok. 0,7 ml):

CDCls: 7,50 zt. D20: 10 zt. DMSO-d6: 20 zt. CDsCOCDs: 40 zt. CDsCN: 50 zt. CDsOD: 60 zt. TFA-d: 50 zt.
CD2Cl2: 100 zt. THF-d8: 100 zt

W celu wykonania eksperymentéw niestandardowych prosimy o kontakt z Pracownig NMR

Sekcja C: Analiza termiczna

Nr Pomiar Cena
C1 Analiza DSC* do 1h: 150 zt..
powyzej 1h: 200 zt.

C2 Analiza TGA 30°C - 600°C: 100 zt.
30°C - 995°C: 130 zt.

C3 Analiza STA 200 zt. (250 zt. z FTIR)
C5 Analiza TG sprzezona z MS (EIC do 10 jondw) 300 zt.

*przy pomiarze w niestandardowych warunkach (koszt kalibracji) - wycena indywidualna

Sekcja D: Mikroskopia elektronowa/litografia

D1 SEM srodowiskowy* obrazowanie 2 detektory 160 zt./h

D2 SEM analityka EDS widmo 50 zt. mapowanie 160 zt./h
D3  SEM analityka WDS widmo 200 zt. za pierwiastek
D4  Uzycie GIS, litografii elektronowej oraz jonowej indywidualna wycena
D5 Pokrywanie probek weglem 60 zt. proces**
D6 Pokrywanie préobek chromem lub ztotem 100 zt. proces**
D7 Litografia optyczna bezmaskowa 200zt./h
D8 Trawienie jonowe/naktadanie warstw met. 300 zt/h

*w zaleznosci od powiekszeni i trybu pracy podczas godziny mozna wykona¢ od 3 do 10 obrazéw
powierzchni prébki ** w jednym procesie mozna pokry¢ do 6 prébek



Sekcja E: Mikroskopia optyczna

Nr Mikroskop Cena za godzine pracy
E1 Polaryzacyjny Olympus 100 zt.
E2 Konfokalny materiatowy Olympus 200 zt.
E3 Konfokalny biologiczny 100 zt.
Sekcja F: Badanie powierzchni wiasciwej
Nr Pomiar Cena
F1 Parametry struktury porowatej, BET 150 zt.
F2 lzotermy (petne), makropory 200 zt.
F3 BET+mikropory 450 zt.
F4 lzoterma (petna)+mikropory 500 zt.
F5 DVS - dynamiczny pomiar sorpcji zwigzkdéw organicznych 200 zt./doba
Sekcja G: Badania rozmiardw czastek oraz potencjatu dzeta
Nr Pomiar Cena
Gl Pomiar wielkosci czgstek 125 zt.
G2 Potencjat dzeta w funkcji pH 300 zt.
G3 Pomiar potencjatu Zeta (bez miareczkowania) 100 zt.
Sekcja H: Dyfraktometria rentgenowska (do dyspozycji anody: Mo i Ag)
Nr Pomiar Cena
H1 Pomiar dobowy koszt* 600 zt.
H2 Pomiar standardowy (5h)* 200 zt.
H3 Rozwigzanie struktury/analiza danych od 500 zt.**
H4 Pomiar proszkowym XRD 200 zt.
H5 Pomiar proszkowym XRD + podstawowa analiza danych 400 zt.
H6 Zaawansowana analiza danych od 500 zt.**
*przy pomiarze w niskiej temperaturze nalezy dodac¢ koszt ciektego azotu
**analiza danych — wycena indywidualna.
Sekcja I: Mikroskopia AFM/ badania nanomechaniczne
Nr Pomiar Cena
11 Pomiar AFM* ** 100 zt./h
Prébnik AFM, zaleznie od typu 130-300 zt.
12 Analiza indenterem 1 proébki ** do 10 pomiaréw 100 zt.
I3 Analiza indenterem 1 prébki ** do 50 pomiardéw 200 zt.
14 Analiza indenterem pomiary Scierania/tarcia 100 zt./h
I5 Prdba zrywania (jeden materiat, do 3 prob) 300 zt.
16 Analiza wynikéw/obrébka danych 100 zt./h
17  Przygotowanie prébki do indentacji (poza prostym klejeniem) 100-1000 zt.

oraz préby zrywania




*podczas jednej godziny mozna wygenerowac do 3 obrazéw, w zaleznosci od wybranej techniki AFM.

Dostepne sg: tryb kontaktowy, przerywanego kontaktu, MFM, STM, current sensing,

** pomiary ze zmienng temperaturg, oraz AFM w cieczach/gazach indywidualna wycena

Sekcja J: Infrastruktura i laboratoria budynku B

Nr

Pomiar
DVS — dynamiczny pomiar sorpcji zwigzkow

Cena

J1 . Wycena indywidualna
organicznych
J2 Pomiar kata zwilzania Wycena indywidualna
J4 Reaktor mikrofalowy Wycena indywidualna
J5 Reaktor fluidyzacyjny Wycena indywidualna
16 Maspwy/ objetosciowy wskaznik szybkosci T
ptyniecia
J7 Badania starzeniowe — komora klimatyczna Wycena indywidualna
J8 DMTA, reometr rotacyjny Wycena indywidualna
J9 Udarnosci wg metody Charpy’ego Wycena indywidualna
110 Te.mperatura ugiecia (HDT) oraz mieknienia S T
(Vicat)
Wtasciwosci wytrzymatosciowe przy
11 statycznym rozciaganig i zginaniu w Wycena indywidualna
temperaturze otoczenia oraz w komorze
temperaturowej
112 ?;(i:g:;as:tar\ﬁr:;\;ve (komora przyspieszonego e i Auelie
J13 Prasowanie Wycena indywidualna
J14 Walcowanie Wycena indywidualna
J15 Wtryskiwanie Wycena indywidualna
Woyttaczanie (granulacja, taSma wylewana,
J16 folia rozdmuchiwania, pomiary reologiczne w Wycena indywidualna
linii)
J17 Twardos¢ Shorea Wycena indywidualna
J18 Pomiar grubosci powtok Wycena indywidualna
119 Przygotc?wanie prébek do pomiaru (obrébka Wycena indywidualna
mechaniczna)
J20 Opracowanie protokotu/sprawozdania Wycena indywidualna
121 Krzy\A{a ptyniecia/ lepkosci (reometr kapilarny Wycena indywidualna
lub wiskozymetr)
122 PosiTest AT-A, badanie przyczepnosci powtok Weaie fndidele

farb i lakieréw na réznych typach podtozy

Sekcja O: Ustugi warsztatowe

Nr Ustuga Jednostka Cena

O1 Proste prace (instalécyjne,'tes:ty szczelnos’ci, wymiana butli, e, [ 60 .
transport, rozebranie i ztozenie urzadzenia)

02 Prace z uzyciem zaéwar)so.wanych narzedzi (wiercenie, ciecie, godz. pracy 100 24,
toczenie, frezowanie, giecie, uzycie prasy)

03 Prace o duzej kosztochtonnosci (spawanie, i spawanie metali T 150 41,

kolorowych, naprawy elektroniki, naprawa maszyn i urzadzen,




lutowanie i lutowanie lutem twardym)

UWAGA: materiaty (poza eksploatacyjnymi) podlegajg osobnej wycenie, lub muszg by¢ zakupione
przez zlecajgcego.




